




























专利名称(译) 超声波检测方法，超声波检测系统及相关装置

公开(公告)号 US20200085529A1 公开(公告)日 2020-03-19
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A61B8/5207 B41J3/4073 G01N29/04 A61B8/4427 A61B8/469 B41J3/445 G01N29/043 G01N29/0654 
G01N29/265

优先权 201811068600.6 2018-09-13 CN

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本公开的一些实施例涉及超声检测技术领域，并且公开了一种超声检测
方法，超声检测系统和相关设备。 超声波检测方法包括：获取由超声波
检测器发送的反射超声波信号；以及 根据反射的超声信号产生超声图像
并显示超声图像； 基于超声图像获取操作者输入的标记的信息； 根据商
标信息确定印刷信息； 将打印信息发送给超声波检测器，使超声波检测
器根据打印信息在被检测物的表面加上标记。 在本公开中，可以在超声
检测过程中标记被检测物体的目标位置。
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